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摘要(译)

包括具有电容检测型的超声波传感器的超声波检查装置的性能得以增
强，该超声波传感器包括在电极之间的空腔并且使膜振动。电池是具有
在纵向上堆叠的下部电极，空腔和膜中的上部电极的电容型装置，以及
具有在下部电极，上部电极和上部电极堆叠的电容器的电容器。在一个
半导体芯片中形成纵向方向。单元和电容器彼此并联连接，并且当使用
单元发送和接收超声波时，DC偏置电源与半导体芯片之间的连接被阻
断，并且直流电压被施加到单元上。从冷凝器。
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